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Bloques patrón
Marca: Carl Zeiss y Tesa
Grado: "K" y "00"
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-740-534/2022

Bloques patrón OPUS
Grado: "K"
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-740-535/2022

Item Calibrado 

Comparador electromecánico
ID: MESS-COE-03

Marca: Feinmess Jena

Modelo: EMP25
No. de serie: FMJ102-84
Certificado de calibración CENAM: 
CNM-CC-740-551/2023

Linealidad
U=  0.0119 µm
Asimetría
U= 0.0066 µm

Reposicionamiento
U= 0.0113 µm

Repetibilidad
U= 0.0139 µm

Patrón Nacional de Longitud CENAM: 

CNM-PNM-2

Mesa Inclinada Micrométrica
ID: MESS-P-MIC-07

Marca: Tokyo Seimitsu
Modelo: E-MC-S50C
No. de serie: 043831AL                         

Certificado de calibración MESS:
MESS-CC-AXT-0012/2024

Alcance calibrado: 50.0 µm a 400.0 µm
Incertidumbre:  
U= 0.073 µm

Vigencia: 2026-05

Mesa Inclinada Micrométrica
ID: MESS-P-MIC-08

Marca: Tokyo Seimitsu
Modelo: E-MC-S50C
No. de serie: 043841EV                          

Certificado de calibración MESS:
MESS-CC-AXT-0011/2024

Alcance calibrado: 
50.0 µm a 400.0 µm
Incertidumbre:  

U= 0.052 µm
Vigencia: 2026-05

Mesa Inclinada Micrométrica
ID: MESS-P-MIC-06

Marca: Tokyo Seimitsu
Modelo: E-CM-S50C
No. de serie: 043842EV                         

Certificado de calibración MESS:
MESS-CC-AXT-0015/2024

Alcance calibrado: 50.0 µm a 400.0 µm
Incertidumbre:  
U= 0.079 µm

Vigencia: 2026-11


